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Vynédlez Fe$i problém konverze optickych
hustot fotografického zdznamu na hodnoty
expozice, osvétleni apod. s cilem vylougit
nutnost pouZiti zvlastni mérFici aparatury.
Na ngkolika z4znamech, pofizenych s odlis-
nou celkovou expozici, se vZdy na nikolika
vzajemn& si odpovidajicich mistech zm&¥
absorpce zdznamu, charakterizovang optic-
kou hustotou, &initelem prostupu ¢i libovol-
nou jinou veliinou, ktera je  monotdnni
funkcl optické hustoty. Z t8chto hodnot se
stanovi nebo aproximuji dil&{ charakteristi-
Ky, tj. zavislosti absorpce na logaritmu veli-
¢iny, dmé&rné celkové expozici. Ze vzdjem-
nych posuvii charakteristik se stanovi rozdi-
ly logaritmd expozice na jednotlivych vyhod-
nocovanych mistech a z nich podle ugelu
vyhodnocovéni dalsi veliiny, zejména osvé&t-
leni, hustota vykonu zafivého toku apod.
Posunutim jednotlivfch dil¢ich charakteris-
tik o takto stanovené posuvy se ziska celko-
vé konverzni charakteristika, pouZitelng jed-
nak ke konverzi dalsich adaji o absorpci
vyhodnocovaného zdznamu, jednak ke kon-
trole zéznamového procesu.
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Vynélez se tyka zpiisobu zaznamu a kvan-
titativniho vyhodnocovéini obrazu na foto-
chemickych materidlech, zejména pii méreni
fotometrickych a radiometrickych veligin,

74kladni tlohou fotografické fotometrie je
stanoveni hodnot fotometrickych nebo radio-
metrickych velidin, poptipadé jejich rozlo-
7eni. Znamy postup, vedouci k tomuto vy-
sledku, 1ze rozdslit do dvou zékladunich kro-
k.. V prvnim z nich se méTend velidina,
popiipadé jeji rozloZeni, zaznamend na foto-
chemicky citlivou vrstvu. 0Odezva vrstvy,
zpravidla po chemicke zpracovéni, je mirou
méFené velidiny a jejim &iselnym vyjédre-
nim je optickd hustota, ginitel optického
postupu nebo jind velicina, charakterizujici
absorpéni &i odrazné vlastnosti zdgznamu. Ve
druhém kroku se z odezvy materidlu urcu-
ji hodnoty méFené velifiny. Obvykle se pfi-
tom uZivd prevodu neboli konverze optické
hustoty zéznamu na hodnoty expozice, po-
piipadé osvétleni, ozafeni apod., s pouZitim
senzitometrické charakteristiky, tj. zdvis-
losti optické hustoty fotografického obrazu
na logaritmu expozice, nebo jiné Gelné for-
my vyjadieni odezvy materidlu na exponu-
jici zaFeni. B&Zny postup stanoveni konverz-
ni charakteristiky je zaloZen na zohrazeni
méFici struktury na zkouZeny materil; po-
uZivd se plitom zejména kopirovani semzi-
tometrického klinu, snimani zkuSebni ta-
bulky s Sedymi plochami apod. Pfitom je
nezbytné, aby podminky pii stanoveni cha-
rakteristiky se co mejvice bliZily podminkam
pii pofizovani zaznamu métené fotometrické
¢i radiometrické velifiny.

V mékterych p¥ipadech lze tento poZada-
vek obvyklymi postupy splnit jen obtiZné a
nékdy je to nemoZné. Napfiklad v piipads,
%o jsou rozméry, popfipadé konfigurace,
jednotlivych obrazovych elementl vyhodno-
covdného zézmamu znadn& odlidné od roz-
marii konfigurace prvkit méfici struktury,
jsou oba druhy zdznamil ovliviiovdny vyvo-
lavacimi jevy odlisnym zplisobem. Tato sku-
te¥nost mapriklad podstatng komplikuje vy-
hodnocovani zdznamfé pli mikrosenzitomet-
rickém mdFeni fotografickych materiald,
pii kterém se rozmery plosek, tvoficich ob-
raz wvyhodnocované struktury, 1i31 od rozmé&-
i poli béZnych senzitogramf@l aZ Fadove.

V jinych pifipadech je obtizné dosdhnout
shodného spektralniho zafeni pii vytvéieni
vyhodnocovaného zaznamu a pfi stanoveni
konverzni charakteristiky. N&kdy lze tento
pozadavek splnit jen tak, 7e se méfici struk-
tura zaznamendva soufasnd s méfenym roz-
lo¥enim zéaFeni a je tedy umisténa v méfe-
ném objektu nebo v jeho blizkosti. To lze v
n&kterych pripadech, napriklad pfi daiko-
vém prizkumu Zems, splnit jen obtiZné a se
znatnymi ndklady.

Nevyhody b&Zného zpiisobu fotografické
fotometrie odstraiiuje zplsob zdznamu a
kvantitativniho vyhodnocovéni obrazu na
fotochemickych materidlech podle vynélezu.
Jeho podstatou je, Ze méfend fotometricka

A

nebo radiometrickd veli¢ina nebo jeji zobra-
zeni se na fotochemicky materidl zazname-
na postupnd nebo soufasng s nejméng dveé-
ma odlidnymi celkovymi expozicemi. Nejmé-
né na dvou odpovidajicfch si mistech zé-
snamfi se zm&ii absorpce svétla. Pro tato
mista se stanovi dilgi charakteristiky, tj. za-
vislosti absorpce na veliting vyladiujicl hod-
motu celkové expozice a vztah mezi hodno-
tami mdFfené fotometrické mebo radiomet-
rické velitiny se uréi z odlehlosti dil&’ch
charakteristik viigi sob& nebo vigl vztazne
hodnoté.

Odstupiiovani celkové expozice se pfi po-
¥izovani zaznamfi md&Feného rozloZeni zar:-
ni dosahuje, zejména zmé&nami expozi¢ni do-
by odmd&fované mapiiklad zaveérkou fotogra-
fické kamery, nebo jiného expozi¢niho zafi-
zeni nebo zménami stiedni hodnoty osvét-
leni nebo intenzity ozé¥eni napifklad zmé-
nami otvoru clony objektivu nebo zafazova-
nim filtrd & jiného zafizeni omezujictho tok
aktinického zafeni, popfipadé kombinova-.
nim obou zpiisobfi Fizeni celkové expozics.

P¥i vyhodnocovani ohrazovych zaznami
mFeného rozloZeni se ma ndkolika vzdjem-
n& se odpovidajicich mistech zdznami sta-
novi zndmym zpfsobem hodnoty velifiny,
kterd charakterizuje absorpci fotochemicke-
ho zdznamu v t&chto mistech a vysledky se
pouZiji ke stanoveni dil¢ich charakteristik,
popiipadé k jejich aproximaci. Dilg1 charak-
teristika je graficky &i numericky vyjédre-
na zavislost veliiny, charakterizujici ab-
sorpci na odpovidajicich si mistech riznych
zdznami, na hodnotach logaritm® celkové
expozice pouZité pii potizovani téchto za-
snami. Déle se stanovi vzdjemné posuvy dil-
gich charakterist'k, stanovenych na riznych
mistech zdznamf, vigi sob, popiipadé vaci
spoletné referentni hodnotg, tj., stanovi se
odlehlosti dflgich charakteristik, vyjadiené
v rozdilech logaritmi expozice. Posuvy de-
finuji logaritmy pom@rd expozic na vyhodno-
covanych mistech zdznami, bud viigi sobé,
nebo vaei referenéni hodnoté. Odlogaritmo-
vanim se pak stanovi pomeéry expozic; davky
czéreni apod. a podle dcelu vyhodnocovéni
dalsi veliginy, zejména osvétleni, hustota vy-
konu zaFivého toku apod. - :

Fotometrickou veli¢inou, charakterizujici
absorpci fotochemickych zaznamfl, miZe byt
zejména optickd hustota nebo ginitel prostu-
pu & odrazu. Zasadné je viak pouZitelnd. li-
bovolna velidina, ktera je v uvaZovaném roz-
sahu monotonni funkci optické hustoty.

Vyhody zpfisobu zdznamu a vyhodnocova~
ni obrazu podle vyndlezu jsou dusledkem
skutetnosti, Ze zpfisob zdznamu meéfenych.
veligin a zplisob zpracovani obrazd rozlozeni
matenych velidin vylufuji nutnost pouZit .pri
fotografické fotometrii dalgich zafizeni a Pos
stupd ke stanoveni konverzni charakteristiky
zdznamového média. Prednosti vynédlezu se
uplatni i tehdy, je-li takové zafizeni k dispo-
zici. P¥ postupu podle vynéalezu se pouZivaji
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vyhradné udaje, charakterizujici viastnosti
zaznami vlastni vyhodnocované struktury.

Tim jsou vylougeny chyby, které mohou
vznikat moZnymi rozdily v chemickém zpra-
covani vlastnich vyhodnocovanych zdznami
a zdznamii potiebnych pri obvyklém postu-
pu pro stanoveni konverzni charakteristiky a
zejména rozdily, zvlasté spektrdlni a struk-
turni, mezi mé&renou a vyhodnocovanou struk-
turou, pfipadné rozdily v podminkéch p#i je-
jich zaznamendvdani. Zplisob je pouZitelny téz
v pFipadé, kdy by bylo nédkladné, obtiZné ne-
bo nemoZné pouZit zvlastni mérici struktu-
ru. Vyhodou je i skute¢nost, Ze postup podle
vynédlezu nevyZaduje, aby k hodnoceni foto-
chemického u¢inku byl pouZit p¥istroj, je-
hoZ udaje jsou Ciseln& rovny optické husto-
t& nebo ¢initeli prostupu &i odrazu.

PouZiti zpiisobu zaznamu a kvantitativniho
vyhodnocovani obrazu podle vyndlezu de-
monstruje ndsledujici piiklad a vykres.

P¥i uréovani rozloZeni hustoty vykonu z&-
feni laseru po ohybu na mfiZce by pouZiti
obvyklého postupu fotografické fotometrie
vyzZadovalo zhotoveni zvlasStniho senzitomet-
ru, pracujiciho se zdfenim laseru. P¥itom by
vznikly obtiZe mj. s tzv. koherentni zrnitosti.
Pri pouZiti konverzni charakteristiky méfené
na kopiich béZnych senzitometrickych klint
by vzaikaly zdvainé chyby, protoZe jemn4
struktura zdznami z&¥ivé energie ve vyhod-

nocovaneém rozloZeni by byla okrajovymi je-

vy pFi vyvolavani ovlivndna jinak, neZ znad-
né rozsahlejsi plochy senzitogrami. Pri po-
uZiti postupu podle vynalezu bylo zdFeni la-
seru na fotograficky materidl zaznamenino

8

postupné s expoziénimi dobany odstupiiova-
nymi v fadé 1; 2; 4 jednotky. Fo chemickém
zpracovani byla na odpovidajicich si mistech
zaznam@ zméPena optickd husiota. Z troijic
hednet optické hustoty OH, odpovidajicich
jednotlivym expozicim, se stanovi diléi cha-
rakteristiky jako zdvislosti optické hustoty
na logaritmech expozi€ni doby 2, viz vykres
— prava ¢ast. Posuvy dil¢ich charakteristik
vhaci charakteristice piisludejici mistim s
ngjvetsSimi optickymi hustotami OH jsou sta-
noveny postupnym nacitdnim rozdild loga-
ritmi expozice mezi sousednimi diléimi cha-
rakteristikami. Jejich odlogaritmovanim se
ziskaji relativni hodnoty ozé&¥eni materidlu,
tj. poZadovany vysledek. Kromé toho se po-
sunutim jednotlivych diléich charakteristik
0 hodnoty posuvil ziskd celkovd konverzni
charakieristika, kterd je vyznalena na vy-
kresu. Tuto charakteristiku lze pouZit ke kon
trole zdznamového procesu a ke konverzi
hodnot optické hustoty OH na daldich mis-
tech zaznamd.

Zptsob meéfeni a kvantitativniho vyhodno-
covani obrazu pedle vyndlezu je uréen pro
pouZiti zejména ve fotografické, obecngji fo-
tochemické, fotometrii, napiikiad v senzito-
metrii, zejména mikrosenzitometrii fotogra-
fickych materidli, dédle ve fotometrii foto-
chemickych zaznami vznikajicich p¥i aplika-
ci a mé&feni citlivych vrstev v ultrafialové a
rentgenové oblasti spektra, p¥ipadnd pii pra-
ci s koherentnim z4fenim. Predpoklada se
jeho vyuZiti pro ziskdvani fotometrickych a
radiometrickych dat p¥i ddlkovém priizkumu
Zeme,

PREDMET VYNALEZU

Zplsob zdznamu a kvantitativniho vyhod-
nocovani obrazu na fotochemickych materia-
lech, zejména zplisob stanoveni osvétleni a
plodné hustoty zalivé energie ze zdznami na
téchto materidlech, vyznadeny tim, Ze mére-
na fotometrickd nebo radiometrickd veli¢ina
nebo jeji zobrazeni se na fotochemicky ma-
teridl zaznamend postupné nebo soudasné s
nejméné dvéma odlisnymi celkovymi expozi-

cemi a vidy nejméné na dvou odpovidajicich
sl mistech zdznaml se zm&Pi absorpce svét-
la, pfiCemZ pro tato mista se stanovi Adil&i
charakteristiky, tj. zdvislosti absorpce na ve-
licing vyjadFujici hodnotu celkové expozice
@ vztah mezi hodnotami mé&rené fotometric-
ké nebo radiometrické veli¢iny se urdi z od-

lehlosti diléich charakteristik viidi sob& ne-

bo vii¢i vztaZné hodnots.

1 list vykresti
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